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IEEE主席到访仪综所交流智能制造技术合作

首届“滴滴-IEEE未来精英论坛”在北京滴滴大厦成功举办

  
IEEE与腾讯公司达成战略合作

  

  

 

   

   

协

 

会

 

动

 

态

 

   

产  品  相  关

 

  

 

       

 

 

 



 

IEEE标准协会前主席Bruce Kraemer参加第十六届“工业自动化与

标准化”研讨会

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                            

IEEE荣获中科院电子资源培训大会“服务明星”称号

2017年4月17日——20日，在中科院电子资源培训大会

上，IEEE连续五年荣获“服务明星”称号，这是对我们工

作的认可和肯定，我们也将会继续提升我们的服务质量。

此外，共有四个数据商获得此殊荣。

在此次会议上，IEEE中国区资讯经理——李箐为大家带来

了IEEE Xplore Digital Library的更新演示以及IEEE与IP.COM公

司合作推出的专利分析平台——InnovationQ Plus的演示。

 

                   

                    

  

 

                 

 

   

                    
 

                       

IEEE Xplore MOOC 2017

 

春季课程圆满落幕

原品牌“IEEE

 

数据库网络课堂”更名为“ IEEE Xplore MOOC ”
后，在

 

2017

 

以全新的面貌为大家带来了丰富多彩的课程！

IEEE Xplore MOOC 2017

 

春季课程在原有的

 

WebEx

 

和微信

    平台基础上，新增

 

QQ

 

平台课程。本次课程，共五个主题

在全部三个平台上开展了十七场次的培训。

本季课程结束后，评奖活动也已经展开，“最佳出勤奖”和
“最佳组织奖”已向大家公布，可通过"IEEE Xplore

 

微服务”
公众号查询获奖名单。同时，下学期将继续为大家带来

IEEE Xplore MOOC 2017秋季课程，敬请关注！ 

 

 

 

 

  

微信公众号：

IEEEXplore

 

微服务

IEEE QQ

 

交流群：

483841288

 

 

 

 

  

      

如您有任何需要或问题，请联系

 

IEEE

 

在中国大陆的独家代理商

  

iGroup

 

中国-长煦信息技术咨询（上海）有限公司

邮箱：iel@igroup.com.cn

电话：010-82331971-853

 

（北方）

021-64453169-8008（南方）
  

 

http://cn.ieee.org/show.php?a=62424

IEEE电力和能源协会智能楼宇，负载以及用户系统亚太区工作

组成立

数字资源与知识服务研讨会暨 第十五届引进数

据库培训周圆满结束

2017年5月16日－19日，由CALIS管理中心主办、东南大学

图书馆承办的第十五届国外引进数据库培训周活动在南京

举行。本届培训周的主题定为“数字资源与知识服务”。在

本届DARR引进数据库满意度调查中IEL数据库名列前茅。

这是对我们过去一年工作的鼓励和肯定，在未来我们会不

断提升服务以回馈大家对于我们的肯定。

2016年《期刊引证报告（JCR）》公布

2017年发布的JCR基于自然科学和社会科学文献在2016年的引用

数据，共涵盖81个国家、236个学科的11,459种期刊。IEEE有155
本期刊（占IEEE现刊的85%）被收录其中，并有9本在今年的报告

中第一次获得影响因子。其中， 88%的IEEE期刊影响因子指标同

比有所提高，平均提高59%。

IEEE Xplore平台新增按出版商订制会议、电子书推送

现在用户可以在IEEE Xplore平台登录自己的用户名按照出版商

定制会议和电子书的推送。详情请看下图：

CALIS
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